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EMENTA:

Introdugdo as principais técnicas de caracterizagdo de materiais. Métodos de andlise da
composicdo quimica, estrutura, morfologia e propriedades Opticas, térmicas, mecanicas,
elétricas e magnéticas. Principios fisicos, instrumentagdo e aplicagdes das técnicas em
diferentes materiais. Comparacao entre técnicas, limitagdes e escolha apropriada para cada
tipo de andlise.

PROGRAMA

. Introducao a Caracterizacio de Materiais

. Técnicas para Analise da Composicao Quimica

. Técnicas para Analise Estrutural

. Técnicas para Analise da Morfologia e Textura

. Técnicas para Caracterizacio de Propriedades Opticas

. Técnicas para Caracterizacio de Propriedades Térmicas

. Técnicas para Caracterizacio de Propriedades Mecénicas
. Técnicas para Caracterizacio de Propriedades Elétricas e Magnéticas
. Técnicas para Separacio e Quantificacio de Componentes
10. Comparacio entre Técnicas

11. Estudos de Casos
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